Strategy of X-ray Diffraction Data Acquisition on Third Generation Synchrotron Facilities by トミザキ, タカシ & 富崎, 孝司
Osaka University










富とみ 崎 孝 司
博 士(理 学)
第 14856 τEゴ1 
平成 11 年 6 月 23 日





学位論文名 Strategy of X -ray Diffraction Data Acquisition on Third Generaｭ











































富崎君の論文は第 3 世代放射光を用いた X線回折強度測定法に関するものである。第 2 世代放射光による分子量が
40万を越える膜蛋白質複合体の回折実験法の成功に基づいて、第 3 世代放射光ビームライン (QUADRIGA) でのユー
ザーフレンドリーな回折実験システムの開発とその評価、第 3 世代放射光を利用した巨大な格子の回折強度データ収
集法、 10 ミクロンを切る蛋白質の微小結晶を用いた回折強度データ収集法を確立した。よって、この論文は博士(理学)
の学位論文として十分価値のあるものと認める。
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